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1.

1

Wet

Niniejsza pracajest następstwem decyzji dotyczących opracowania
układu bazowego rodziny zunifikowanych układów _dla różnych
rbbotów przemysłowych oraz układu stęrowania dla obecnie istnie
jgcych części manipulacyjnych robotów IRb-6.
Dnia 1983:06.30 zakończono opracowanie' i uzgodnien'iduaożeń
technicżno-ekonomicznyCh dia ww. układów /sprawozdanie PIAP
nr rej., 5059/ oraz rozpoczęto prace projektowe nad podzespołami
ww. układu sterowania.
Potrzeba opracowania testera powstała na'etap.ie przygotowań
ZD PIAP do produkcji układów sterowania /Iv jkwartał 1984/.
Zgodnie z zamysłem ZD PIAP, tester ma RgInic rolę "przyl-ządy"
umożliwiającego testowanie poprawności. działania Oraz - w miarę
potrzeby - uruchomienia układu sterowania.

2. Założenia ogólne grzy budowie tiqtera.

1/ Wysoka ziożOność przewidywanego rozwiązania testera stwarza
konieczność zbudowania tego urządzenia na bakie-systemu .

mikroprocesorowego.

2/ Elektroniczna część testera będzie bazowana na systemie •

mikroprocesorowym INTELDIpT '101.1-PR0WAY,

3/ W celu zapewnienia komunikacji operatora z systemem mikropro

cesorowym, tester zostanie w5po6a±bny w monitor ekranowy •

z klawiaturą.

4/-Do opracowania i wprowadzania programów użytkowych do tester
zostanie wykdrzystany minikomputer SM-4. Po opracowaniu

programy użytkowe będę wpisane do pamięci trwałej EPROM
w tasterze. .

5/ Koństrukcja testera musi umożliwić łatwą zmianę jego miejsca
p* racy.



3. Organizacja testowania.

311. Założenia

Przewiduje sig, że tester będzie wykorzystywany 1 procesie
produkcji układów sterowania robotów, zgodrrie ze schematem

postępowania przedstawionym na rys.l. Proces ten jest podziel°

nyi na_cztery,  fazy:

faza 0, m której odbywa się wytwarzanie oraz uruchamianie

podzespołów wchodzących w skład układu sterowania robotów
/USR/,

- faza 1, w której odbywa się testowanie pakietów USR,

faza 2, w której odbywa się. montaż i uruchamianie szafy
sterowniczej USR bez pakietów,

- faza 3, w której odbywa sig testowanie poprawności wspapra
wszystkich podzespołów wchodzących w skład USR.

Poniżej omówiono pracę testera w poszczególnych —fazach testo-

wania, natomiast sposób testowania omówiono w rozdziale 5.

3.1.1. Faza O testowania 

W fazie, O następuje uruchamianie podzespołów UdR. Tester

pełni w tym czasie rolę generatora wytwarzającego impulsy
niezbędne do oceny 'poprawności działania elementów znajdują-

cych się na uruchamianym pakiecie. Ocenę poprawności działa-

nia przeprowadza człowiek, na podstawie analizy przebiegów'

obserwotlanych przy pomocy oscyloskepu lub mierników

elektrycznych.

W fazie O zostają dobrane wartości niektórych elementów,

przewidzianych przez konstruktorów do ustalenia podczas

uruchamiania zgodnie z ich'zaleceniami.

. Faza 1 testowania 

Faza 1 testowania zapewnia przetestowanie poprawności

działania pakietów USR. W tej fazie testowania oceny

dokonuje się przy pomocy. testera w sposób au.tomatyczny.

Testowaniu podlegają następujące pakiety' USR:

- pakiet kontroli MW 31,

▪ pakiet 16_ wejść/16 wyjść MC 42,

- pakiet sterownika położenia MA-71,

- pakiet zasilacza resolwerów MZ-70,



oraz panel programowania.

dzynności przy testowaniu w fazie 1 ,sę następUjące /rys.1/'

1/ wprowadzenie instrukcji testowania przy pomocy -

klawiatury mónitora ekranowego,

• 2/ odczyt wyniku tesiowahia,

3/ przekazanie iprawnego podzespołu do magazynu lub -

zwrot niesprawnego podzespołu do porl7t6'rnSgo uruchamia-

• nia /rys.1/.

Przykład' komunikowania się opera_tora z tes terem przy •

pomocy monitora ekranowego 6 fazie 1 testowania: -:-

Operator: Testuj pakiet MW-31

Tester: Pakiet MW-31 przyjęty do testOwania

Tester: Koniec testówania.
•
Pakiet MW-31 sprawny

/Pakiet.MW-31-niesprawny, uszkodzony

zestaw 2, Zestaw 2 = S1,82,C4,C5,R1,R2/

W przypadku wykrycia niesprawności
wskazany zestaw elementów pakietu,

uszkodzenie. /W ww. przykładzie są
S1,S2, kondensatory .C445 i

zestaw 2/.

w pakiecie, zostaje

w którym występuje .

to: obwody scalone

rezystory R1,R2 - stanowiące

Przez zestaw elementów pakiety rozumie Się zbiór elementó

dający się określić przy pomocy minimalnej iloiści.sygnaió

wejściowych i wyjściowych pakietu.

3.1.3. Faza 2 testowania 

W fazie 2 następuje sprawdzenie poprawności działania

podzespołów montowanych''w szafie sterowniczej USR.

Zgodnie z ryi.1, testowanie szafy sterowniczej odbywarsię

ręcznie za wyjątkiem zespołu złącz, testowanych automatyc

nie. Testowanie podzespołów szafy sterowniczej odbywa Się
Po ich zamontowaniu w szafie sterowniczej. Sposób testowa

nie szafy sterowniczej omówiono w rozdziaie5.1.

• \'
3.1.4. Faza 3 testowania 

Faza 3 testowania umożliwia sprawdzenie poprawności.
i
współpracy pakietów_USR umieszczonych w szafie s-terownicz

Rys.1 przedstawia kolejność wprowadzania pakietów do -

plateru. r ,
4
f
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W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu
urządzenia po wsunięciu kolejnego, pakietu, jako przyczynę
niesprawności przyjmuje sig uszkodzenie tego pakietu.

Powoduje to skierowanie Ostatnio wprowadzanego pakietu do

powtórnego testowania /faza 1/, a następnie uruchamiania
/faza 0/. W przypadku, .gdy jest to pakiet standardowy,

stwierdzenie uszkodzenia pakietu powoduje. odrzucenie go z

zestawu pakietów przeznaczonych do skompletowania 'palnego

USRftys.1/. Inny wariant postępowania w przypadku wykrycia

niesprawności: w pakiecie tandardowym omówiono w rozdz. 33.

Giębokość testowania.

Z' zasady działania testera w fazie 1 wynika; te ewentualna
usterka w pakiecie zostaje określona z dokładnością do zestawu
elementów /rozdział .3.3.7. Głębokość. testowania, czyli
zdolność do określania zestawu minimalnej ilości elementów
pakietu, zależy od możliwości dostępu do sygnałów wewnętrznych
pakietu. Ze względu na wyprzedzanie prac konstrukcyjnych
W stosunku do prac nad tasterem /rozdział i/,.gIębokość
testowania jest z góry ograniczona. W przypadku konieczności
zwiększenia glębokośći testowania /np. na tyczenie producenta
USR/, zostaną zaproponowane zmiany w układach elektronicznych
pakietów, Zapewniające osiągnięcie tego celu.

3.3. Testowanie eakietÓw standardowych.

Jak wcześniej wskazano /rozdział 3.1.4/, tester opracowywany
w niniejszej pracy nie jest przewidziany do testowania i.

uruchamiania pakietów standardowych systemu INTELDIGIT

-PROWAY. Jednakże końce'pćjd, rozwiązania technicznego tego
urządzenia /rozdział 2/, wskazuje na możliwość testowania,
przy pomocy testera, ww. pakietów standardowych'. W tym celu

konstruktorz9 pakietów standardowych boWinni Opracować prograg

testujące, które następnie zostałyby wprowadzone do pamięci
•

stałej testera. Ponadto pd podjęciu decyzji o współpracy
konstruktOrów . pakietów_standardowych z pracownią testerrów,

należalóbj, sformułoWać wymagania na urządzenia dodatkowe
testera umożliwiające „testowanie pakietów standardowych.
Decyzja o rozszerzeniu możliwości testowania o pakiety '
standardowe nie może zostać podjęta w Pracowni Testowania

i Diagnostyki USR.
,



4. Opis konstrukcii

.4.1. konstrukcja mechaniczna. 

W skład testera wchodzą następujące zespoły:

1/ Układ sterowania
2/ Blok zasilania

3/ Monitor ekranowy z klawiaturą

4/ ZeSpól -przylpczy,

5/ Urządzenia dodatkowe ,

6/ Aparatura pomiarowa jdobierana wg. potrzeb użytkownika

tosteral.

Konstrukcja mechaniczna testera jest przedstawiona.na rys.2.

Układ sterowania i blok zasilania" zostaną umieszczone w

szafie steroWniczej typu MW 1010, umieszczonej pod metalowym

biurkiem stanowiącym podstawę konstrukcji:mechanicznej

testers. Monitór ekranowy z klawiaturą zostanie umieszczony

na biurku. Zespól przyłączy i urządzenia dodatkowe" zostanę

umieszczone pod blatem biurka.

ApSretura pomiarowa /oscyloskop,..miernikl/ będą ustawiane na

biurku, w zależności od. potrzeb obsługi testera.

Ponadto przewidziano mocowanie testowańeg -o pakietu do blatu

biurka testera /rys.2/.

4.2. Oeis zespołów testera. 

4.2.1. Układ sterowania. • ( • ,

Układ sterowania zostanie wykonany na bazie systemu

INTELOIGIT-PROWAY /rozdział 2/. Do budowy t'es-tera przewiduj

Sig zastosowanie następujących pSkietów:

- jednostka centralna 16-bitowa wykonana na mikrbprocerze

I 8086 !pakiet MW 85/,

- pakiet rozszerzenia pamięci ML-50

- pakiet rozszerzerlia pamię6i. danych,ML-30
- pakiet kontroli MW 30 '

- 'pakiet sprzężenia 'z pamięcią kasetową MI 50..

•
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Dla zapewnienia przesyiu informacji między testerem, a

układem sterowania robota -zostaną skonstruowane układy

interfejsu zapewniajecego wysyłanie i przyjmowanie

sygnałów z testera na szyny'kesety USR oraz na złącza

płyt czołowych pakietów USR. • .
Część ww. funkcji będę pełnić pakiety MC 41, .które wejdą '

w skład opisanego interfejsu.
•

4.2.2. Blok zasilania. 

Tester będzie zasilany napięciem sieciowym 220e1°%

Nie przewiduje się możliwości zasilania testera
z akumulatorów'. W bloku zasilacza będą zastosowane zasila-

cze typu .EZS wytwarzające napiócikr +24V, +15V, +12V, -5V,

-15V.

4.2.3. Monitor ekranowy z ‚klawiaturą. -

W skład testera będzie wchodzić monitor ekranowy typu

7953 VGD z klawiaturą typu 7953 vgd.

4.2.4. Zespól przyłączy. 

Zespół przyłączy ma zapewnić rozdział i przesyi sygnałów

do.pszczególnych pakietów i zespołów USR. Zespól ten -
_

zawiera przyłącza dołączone" do interfejsu Układu' sterowani

4.2.5. Urządzenia dodatkowe. -

- W.testerze będzie występować szereg urządzeń - nie wymie-

nionych w rozdzialp.4.2, kt6re będą 'pełnić wyspeOjalizowan

funkcje przy testowaniu pakietów i zespołów; Zostaną one

szczegółowo opisane w etapie 3 pracy pt.,: "Projekt wstępny

testera".

• .5. Sposób teltowanig.

Z Organizacji testowania wynika /rozdziel 3/, że część testowa

nia przeprowadza się ręcznie - przy wykorzystaniu klasycznych

przyrządów pomiarowych, a część w.sposób automatyczny.'

W celu opracowania testowania automatycznego należy przeproma-

dzić następujące prace projekto.we'i uruchomipniowe:

1/ określić sygnały wyjściowe w funkcji-sygnałów wejściowyc

kontrolOwanego zespołu /charakterystyka 
funkcjonelna:zesPol
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2/ o'pracować sieci działali dla, mikrokomputera, na .podStawie

charakterystyk funkcjonalnych zespołów,

-3/ przygotować programy użytkowe dla mikroprocesora testera

wg. opracowanych sieci działań,
4/ wprowadzić opracowane programy użytkowe do mikroprocesora

testera oraz, uruchomić tester,:

Prace projektowe, obejmujące pierwsze trzy z ww. punktów

zostanę wykonane w etapie-3 pracy /Punkt 4/ zostanie wykonany

w etapie 4 pracy /rozdziel 14/.
Poniżej zostanie omówiony ręczny"spósób testowania- obejmujący

szafę'sterowniczą•USR -nie wymagający prowadzenia prac

omówionych w nn.rozdziaie.-

5.1.. Sposób testowania szafy sterowniczej OSR. 

Testowanie szafy sterowniczej stanie opisane na podstawie

dokumentacji tedhnicznej PIAP Nr 4428-0601.
Ze względu na .to, że. testoWanie szafy sterowniczej odbywaL,

. się bezt-kasetyWEIMPROWAY, należy wykonać sr, opisane poniżej

dodatkowe. przyrządy i. uklady testujące, symulujące sygnały

. wysyłane z,kasetyMMRR-OROWAY dą szefy sterowniczej. W analo-

giczny spbsób będzie testowane szaia sterowniózna IRp-60.

5.1.1. podatkowe _przyrządy i'uklady testujące dla szafy sterowni-

„czej USR. 

Łączówki testujące.

W. celu zasymulowania -sygnelów sterujących przesyłanych

z USR.do zespołu bezpieczników i styczników należy

wykonać łączówki testujące:

- X7T, zastępująca łączówkę X7, symulującą sygnał Uok'
- X6T, zastępującą łączówkę X6, symulującą sygnał

CE5NTROLREADY,

X4T, zastępującą łączówkę X4, symulującą sygnał

.' wyłączników nadMiarowo-prgdowych,'

zastępującą łączówkę Xl, symulującą sygnał

wyłącznika .krańcowego.. .
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5.1.1.2. Układ symulujący grzanie się wnętrza szafy sterowniczej.

W celu umożliwienia symulowania grzania się wnętrza ‚szafy,
stdrowniczej- propohbje się wprowadżenie do'ukladu

detektoF6 temperatury oporników testujących, które w ca

sie testowani-6 tego układu będą ogrzewały „ rezystor termo-

metryczny umieszczony na płytce detektora temperatury.
Przy testowaniu oporniki testujące będą-zasilane napięciem

doprowadzonym dc pytki układu.

5.1.2. Przebieg testowania. 
, -

Poniżej przedstawiono kolejność działań przy testowaniu

szafy ster:owniczej'USR. Natomiast szczegółowa instrukcje

testowania 'taj Części bSR zostanie opracowana w etapie
t

3 pracy /rozdział 14/. .

Przed przystąpieniem do 'testowania i u'ruchaMiania szafy

sterowniczej wszystkie podzeSpoly szafy muszę być zamonto-

wane zgodnie ż dokUmentacją:techniCZhit Następnie należy

kolejno: "

1° Dołączyć napięcie zasilające do szafy Sterowniczej

/ark.9/,

29.Zasymulować zamknięcie drzwi szafy poprzez zwarcie

przełącznika 05 /ark.9/, \ . '
30 8prawdzić napięcia wyjściowe translormatora B.31.1

/ark.9/,
ł 40 Wsunąć łączówki X1T: X4T, XaT i sprawdzić działanie stopu

awaryjnego przy pomocy Przycisków stopu i •kaspwaniu

. stopu awaryjnego /irk.10; 11/, •

50 Sprawdzić działanie Póistopu awaryjnego przez zwarcie

122.8 z „_z.2.9 /ark.10/,'

60 Sprawdzi ć działanie przełącznika "gotowość" przy pomocy

przycisku, przy brako sygnału Uok /ark.10/,

70 Wsunąć łączówkę X7T i powtórzyć sprawdzenie działania

• gotowości /działanie stabilne przy tasymulowanym sygnale

Uok/,

8° Sprawdzić napięcia we wszystkich punktach

wg. dokumentacji tedhnicznej -/ark.8/,-

95) Załączyć przeiąćznik BATERIA,i spraWdzić. napięcie

_
. bateryjne /ark.12/,

ich podłocZeli
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10° SpraWdzić działanie detektora temper tury przez zasile-

nie oporników testujących, ogrigwającVch rezystor

termometryczny /rozdz. 5.1.1..2/,

ll° Sprawdzić działanie przel4c-Znika "praca" i obwodów

działających przy uruchomionym styczniku Prady /ark.10/

120 Sprawdzić napięcia wyjściowe transformatorów Sieciowych

Qi B.31.2,'01.G3,-Q1.G4 /ark.20/,

13-.° Sprawdzić działanie prostowników trójfazowych- przez
dołączenie obCiążenia zastępczego.i obserwację oscylo-

skopową /ark.20/,

14° Sprawdzić działanie' układu iloczynu sygnałów prądowych

i,przekaźnika OVERCURRENT,, -

Sprawdzić działanie lampek kontrolnych panelu operacyjn

go /ark.11/ poprzez podanie napięcia +24V - w punkty

2,4,10:9,3 złącza XI,

150

le Sprawdzić obwody przerwań steruj6cych pakiet kontróli
MW-31- /ark.12/ poprZez pomiar rezystancji tych obwodów;_

17o Sprawdzić działanie wyłączników nadmiarowo-prądowych

poprzez zasilenie •tych wyłączników" prądem przekraczając

wartość znamionci-Wq.. Będzie to :realizowane przy pomocy

transformatorów testujących, zaprojektowanych w etapie

.3 pracy.
•

. 6. Wymagania drodowiskowo-użytkowe.

6.1. Odgorność na temeeratUr2 i wilgotność wzgl2dn2. 

Tester powinien być zdolny do pracy w warunkach" temperatury

i riilgotności względnej:

temperatura: 46°C.- +40°C

wilgothć względna: 5% - 90%

/ Tester powinien być wytrzymały na transport i przechowywanie

w temperaturze i wilgotności względnej:

temperatura: - -25°C - • +70°C

' wilgotność względna: 5% - 100% z kondensacją,
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6.2. Wytrzymałość na udary mechaniczne. 

Zgodnie z PN-74/M-'42020 pkt. 2.3.2.

6.3. Sto2ieel ochrony obudowy. 

IP 40 wg.-PN-79/5-08106.

7. Przentdywane matnielsze  prace naukowo-badawcze.

Prace,naukowo-badawcze przebiegać będą w następujących \

kierunkach:

- Badanie możliwości i dróg.. uzyskania *zetiożonyCh funkcji

testera, *

- Opracowanie programÓw użytkowych dIa7,Alikroprocesora testera.

6. Analiza potrzeb rynku wewnętrznego.

Oak wcześniej wskazano; opracowanie testera jest realizowane

w wyniku zgłoszenia zapotrzpbowania na to urządzenie przez

•Zakład D'oświadczalny PIAP: W chwili obecnej przewiduje się

wyprodukowanie'dwóćh sztuk testerów. Ponadto konieczne będzie

"wykonanie następnych testerów dla MERA-ZAP - docelowego produ-
centa układów s,terowaflia.

9. Porównanie ż wyrobami zagranicznymi.

Poniżej omówiono tester:y firmy ASEA oraz firmy SPEA oraz

porównano -te tsstery z urządzeniem opracciwy.wanym vw nn.pracy.

9.1. Tester do robota firn  ASEA4.

Tester firmy ASEA sklada się z dwóch płyt wkładanych w .

kasetę USR oraz i zespoli., złożonego z przycisków, wyświetla-

cza alfanumerycznego, silnika skokowego napędzającego
resolwer, woltomierza .cyfrowego i układu sterującego. Wymie-

nione zespoły Są umieszczone poza szafę sterowniczą USR.

'Przy'pomocy przycisków możliwe jest wybierahie poszczegól-

nych testów. Wynik testowania jest wyświetlany na wyświetla-

czu. Jako jednostka centralna jest wykorzystywana CPU robota

Dwie płyty wkładane w kasetę 'zawierają zapisany w pamięci

stałej program testujący draz interfejs zapewniasjący

komunikację między jednostkę centralną, a pozostałymi

częściami testeia,/nie-Wchodzącythi w skład szafy sterowni-

czej/. •
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Układ testera połączony jest ponadto z wejś'ciami płyty
sterownika polóżehia osi. Umożliwia to sprawdzanie współpracy

sterownika położenia z istniejącym w testerze resolwerem.

Jako pierwsza jest sprawdzana plytp jednostki centralnej

robota /a jednocześnie testera/. Następnie można wkladać i

testować kolejno płyt" wchódzęce w kasetę układu sterowania
robota.. jak już wspomniano, płyty sterowników - osi Są testowa-

ne we współpracy z resolwerem. Testowanie sterowników mocy pól

gd na sprawdzeniu wartości napięcia wyjściowego przy zadanym

sygnale wymuszającym pochodzącym ze sterownika położenia osi.
Sygnał z tachogeneratora-jeSt Modelowariy.przez tester. Opróci

wyżej wymienionych jest motliWe teatowanie wszystkich układów
znajdujących sig w s' zafie sterowniczej i współpracujących z

jedpoetką centralną układu sterowania robota.

Tester .firm SPEA.

9.2.1. Testóry typu. AFL 500 AFL 70. 

Firma SPEA specjafizuje Się w produkcji tosterów i dysponuje

szerokim .asortYmentem wyrobów przeznaczonych do teseowania

pakietów. Można wśród nich wymienić następujące:

AFL 50.7i AFL 70 - testery przeznaczone dla producentów-

małych i średnich, posiadających niezbyt dużą ilość typów

produkowanych płyt. Testery te umożliwiają:

-.wykrywanie'przerw i zwarć,
- pomiary rezystancji.i pojemnoOci sp zakresach

1 '- 2,5M , inF 6800uF

- testowanie .diod, tranzystorów i układów ?palonych

- testowanie płyt.
Producent iapewnia szybki czas programowania testera

zdólności samouczenia się na pOstawie "testowania"' układów

uznanych jako dobre. Wyżej 'wymienione typy:testerów. mogę

testować płyt 9 używając do 4096 punktów, pomiarowych dla
AFL 50; do 32760:punktów pomiarowych dla AFL 70. '

9.2.2. Tester typu INTEST 100A. 

INTEST 100A - .jest to tester przeznaczony-do'plyt analogowyc

hybrYdowy6h, ,cyfrowych i pakietów aktywnych z .mikroprocesbra

Tester wykrywa uszkodzenie z:dokIadnością do nóżki układu

Ocalonego i. może określić jego typ.
-
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Ponadto 'możliwe jest sprawdzanie pomyłek montażowych takichk_
Tek'zamiina niektórych typów elementów ..i. ich niewłaściwe
Wlutowanie. '

Tester= przeprowadza 500 spraWdzeń podstawowych na sekund .
Możliwa do osiągnięcia częstbtliwość pracy zegara wynosi .

w w-ersji podstawowej dq 1 NIF4, i w wersji szybkiej do ld MIiz

Tak -duża szybkość uzyskana została dzięki zastosowaniu'
układów multiprocesorowych.

9.2.3. Tester typu DIGITEST. 

.DIGITESt jest tó bardzo szybki tester przeznaczony do

testowania płyt z układami LSI/VLSI. Zapewnia on możliwość

wykrycia .uszkodzenia z dokładnością do nóżki układu'

scalonego i określenia typu uszkodzenia. Zaletą testera
jest duża ilodó.puhktów,pomiarowych.

,9.2.4. Tester typu UNITtST 100AP. 

UNITEST 100AP - jest fo'tesier przeznaczony do sprawdzania

zasilaczy, przetworników, modułów mocy oraz układów analogo-
wych . hybrydowych. Podobnie jak poprzednie charakteryzuje

Się zdolnością do dokładnej lokalizacji Uszkodzenia.
Testery firmy SPEA wyposażone so w klawiaturę umożliwiającą

wybieranie testów i prograillowahie. pamięcią masowa jest

'pamięć kasetowa. Wszystkie typy testej-ów wyposażone są

w monitor ekranowy, na którym wyświetlane Są' rezultaty

testowania. Cechą charakterystyczną w/w testerów jest

możliwo0 wyboru dużej ilości punktów pomiarowych wewnątrz

pakietów, duża uniwersilność,i szybkość.

.9.3. Porównanie opracowań zapranicinych z testerem opracowanym

w PIAO.

Projektowany tester do układu sterowania robota będzie
bardziej wszechdtro ly od testera firmy ASEA. Możliwe będzie

. testowanie pakietów z dOkiadnością do zestawu /rozdz.W/, a

ponadto tester zapewniać będzie wszystkie sygnały potrzebne

do uruchamiania" pakietów i układu sterowaenia. Ponadto

sprawdzane być mogą - wszystkie zedpoiyznajdujące eię w szefie

sterowniczej. Testowanie płyt sterowników położenia osi

odbywać Sig będzie we współpracy z istniejącym w testerze

resolwerem.
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Pozostałe 'sygnały PrIżychodzące z poza układu sterowania

'będą mogły być symulowane.
W stosunku do' wyrobów firmY.SPEA projektowany tester

zapewniai .bedzie znacznie mniejszą- glebokość testowania

/tylko do zestawu a nie z dokładnością do wyjścia układu

scalonego!. W związku z powyższyri ,p9uruchamianie,pOkietów

koniecine będzie paca Wykwalifikowanej obsługi zdolnej

do,dokladnego wykrycia uszkodzenia.

10. Rozeznanie  patentowe.

-Rozeznanie .patentowe zostanie, przeprowadzone dwuazowo. Faza

. pierwsza tj. analiza stanu techniki mająca na celu porównanie

rozwiązań technicznych zastosowanych w tasterze' z podobnymi

rozwiązaniami stesowanymi"przez różne firmy, .zostanid'prze-

prowadzona'w etapie pracy pt. "Wykonanie modelu użytkowego

tesferan.
Faza druga tj. badanie czystości patentowej zostanie przepro-

wadzona w etapie pracy "Wykonanie prototypu testera".

Ponadtc'przewiduje Się dokonanie zgłoszeń patentowych

niektórych podzespołów testera,

11. Wepeapraca. z zagranic...

Przy realizacji wyżej wymienionego tematu nie będzie konieczn

zakupowenie JJ.cencji, patentów czy też wzorów użytkowych.

Wynika to przede wszystkim z md2liwości wykonania testera w

oparciu o krajowe podzespoły. Dópuszcza się stosowanie pewnyc

elementów elektronicznych produkcji KS.

12. Prognozo dotyczęca wykon@nig protOtypu. 

Z wstępnych uttaleń z Zakładem Doświadczalnym MERA--PIAP.

wynika,że prototyp testera zostanie wykonany w tym zakładzie

na podstawie dokumen_iacji technicznej opracowanej przez PIAP.

Spośrócr..podzespoiów wchodzących w skład. testera najtrudniej

dostępna -jest obudowa MW 1010 Zamówienie na obudowę zostało

złożone u produćenta. Przewidywany czas oczekiwania wynosi

ok. 1-2 lata.
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13. Wstępna an@lizę kosztów testers.

Analiza kOsztów testera" obejmuje koszty związane-z „opracowa-

niem testera oraz koszty wykonania testdr6. •

Koszt podzespołów wchodzących w skied tostera wynosi około

1,5 mln. zł. /w cenach z roku 1985/. Koszt urządzeń i

aparatury zakupionej w celu zbudowania testera wynosi„około

1,5 mln. zł. Koszt wynikający z pracy zespołu ludzi nad

testerem.wyniesie bk. 12 mln. zł. Łączny koszt 1,1.9:146eKAmia.s14.44

wyniesie .zptem ok. 15 mln.zi.

.14. P'ropónowany harmonogram pracy nad tosterem.

Obecnie jest wykonywany etap 2 pt. ,"Opracowanie i wykonanie

uf-ządzenia ut'uchomienia'i testowania układów IRp-6

i IRp-60". Celem tej pracy jest zapewnienie możliwości

wprowadzania.pr'Ogramów systemowych i użytkowych do mikroproce-

sore testera./termin zakończenia 1985.12.15/.

Dalszy przebieg pracy proponuje się wykonywać wg. następują-

cego harmonogramu':

Etap 3: ."Projekt wstępny testera".: W tym:

a/projekt wstępny obudowy

b/ projekt wstępny układu elektronicznego

c/ opracowanie sieci działań w celu przygotowania programów

użyfkóWych dla testera.
Termin zakończenia 1986.04.15;

Etap 4: "wykonanie dokumentacji szkicowej testera"

a/ obudowa .

b/ układy elektroniczne-
terMin zakończenia 1986.08.15.

-Etap 5: "Wykonanie., uruchomienie i przebadanie modelu

• • użytkowego testera". W tym:
a/ Montat .Podzespoiów w .testerze /obudOwa + układy elekt.ronic

b/ Wprowadzenie_proge.amów systemowych- i uruChomienie testera

c/ Opracowanie i:wprowadzenie programów użytkowych testera,

termin zakończenia 1987.06.15.

Etap 6: "Badania modelu przy Uruchomieniu i testowaniu ser

informacyjnej Ipróbnej/ układów sterowania .IRp-6 i IRp-60
ł

wykonanych w ZD-PIAP. Opracowanie Dokumentacji Techniczno

Ruchowej /Instrukcja obsługi/ oraz'dpkunientacji -ymożliwiającej
wykonanie urządzenia W ZD-PIAP, termin zakonczenia 1988.02.28.

I
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Rys.2. Konstrukcja mechaniczna testera.
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